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摘要(译)

描述了用于稳定基于聚集的测定的方法和装置。在各种实施方案中，抗
分析物分散在基质中。含有分析物的溶液与基质接触，使得分析物可以
渗透到基质的至少一部分中。在一些实施方案中，抗分析物和分析物在
基质内是可移动的。随着聚集体的形成和尺寸的增加，聚集体在基质内
变得基本上不能移动。结果，表示矩阵内的聚集量的信号可以保持基本
恒定。在各个方面，基质稳定的基于聚集的测定提供了用测试溶液对分
析物浓度的可靠定量分析。
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